






































专利名称(译) 检测装置，第一检测系统和第二检测系统

公开(公告)号 US20170281022A1 公开(公告)日 2017-10-05

申请号 US15/472877 申请日 2017-03-29

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 NAKASHIMA YOSHIKI
KUBOTA YOSHIKI

发明人 NAKASHIMA, YOSHIKI
KUBOTA, YOSHIKI

IPC分类号 A61B5/0205 A61B5/00 A61B5/107

CPC分类号 A61B5/02055 A61B5/1072 A61B2560/0214 A61B5/6801 A61B5/7225 A61B5/0008 A61B5/0066 A61B5
/0261 A61B5/1079

优先权 2016074031 2016-04-01 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

检测装置是用于估计过敏反应的发生的检测装置，并且包括检测部分，
其非侵入性地获取内部皮肤或皮肤表面的信息作为用于估计过敏反应的
检测数据。检测部分包括：皮肤温度检测部分，其检测皮肤温度;以及至
少一个检测部分，其获取除皮肤温度之外的检测数据。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ece3f12d-2819-40ee-8176-eacaa952cdb9
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059958988/publication/US2017281022A1?q=US2017281022A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220170281022%22.PGNR.&OS=DN/20170281022&RS=DN/20170281022

